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X-ray diffraction monitoring of the production of carbon electrodes

RTG DIFRAKCNI MONITOROVANI VYROBY UHLIKOVYCH ELEKTROD
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Pfi vyrobé uhlikovych elektrod se vychazi z polokoksu,
ktery se kalcinuje, to je ohfiva na teplotu 1300-1450 °C.
Pak se mele, misi s plnivy a pojidly a lisuje. Nasleduje az
ttitydenni vypal do teploty 1300 °C a posléze grafitovani az
do teplot 3000 °C ve tfech etapach (do 1500 °C, 1500 -
1800 °C a nad 2000 °C) s cilem zvysit usporadani krysta-
lické struktury. Tepelné zpracovani zvySuje potradek ve
struktufe a jeho ucinek je imérny teploté a dobé zihani.
Uspotadani roste v posloupnosti surovina (antracit, smolny
koks nebo petrolkoks), kalcinovany koks a produkt (ano-
dové a katodové elektrody nebo jiné uhlikové vyrobky).
Zvlastni skupinu tvoii prvni tfi vzorky: antracit (obr. 1),
antracit kalcinovany pii 1300 ° C (obr. 2) a antracit kalci-
novany pii 2000 °C (obr. 3). Nasleduji ¢tyfi vzorky petrol-
koksu (coz je pevny produkt karbonisace nedestilovanych
zbytkd tepelného zpracovani ropy): petrolkoks CONCO
surovy (obr. 4), petrolkoks CONCO kalcinovany (obr. 5),
petrolkoks bulharsky (obr. 6) a kalcinovany petrolkoks
rumunsky (obr. 7). Pak jsou smolné koksy (pevny produkt
koksovani smoly pfi teploté cca 1000 °C): smolny koks
rusky (obr. 8), ¢insky (obr. 9) a jihoafricky (obr. 10). A na
zaver vysoce organisované uhlikové hmoty: katodovy blok
(obr. 11) a grafitova elektroda (obr. 12). Na difraktogra-
mech dominuje pomérné ostry pik (002) a vyrazné jsou
podle stupné krystalinity i dal$i piky (001), zatimco v
oblastech, kde by se mély vyskytovat piky (hkO0), jsou jen
Siroké pasy. Vyraznost bazalnich difrakci je imérna potad-
ku fazeni uhlikovych vrstev, zatimco vyraznost difrakci
prismatickych roste s dokonalosti uspofadani atomut uhliku
uvnitf jedné vrstvy. Pyramidalni difrakce (hkl) se objevuji
az pii vysokém stupni usporadani [1, 2].
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Obrazek 1. Antracit

Obrazek 2. Antracit kalc. (1300 °C)

Obrazek 4. Petrolkoks CONCO surovy

Obrazek 5. Petrolkoks CONCO kalc.
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Obrazek 6. Petrolkoks bulharsky
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Obrazek 7. Petrolkoks rumunsky kalc.

Obrazek 9. Smolny koks ¢insky

Obrazek 10. Smolny koks jihoafricky

Obrazek 11. Katodovy blok
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Obrazek 12. Grafitova elektroda

Abstrakty

Geometry of powder diffraction

GEOMETRIE PRASKOVE DIFRAKCE

Jaroslav Fiala
Vyzkumny tistav Skoda Plzeo

Pfi analyse struktury polykrystalického materialu je v fadé
ptipadt vyhodné pojimat difraktogramy jako body (vekto-
ry) mnoharozmeérného abstraktniho prostoru. Difraktogra-
my chépané digitaln¢ (jako n-tice ¢isel, hodnot vykazova-
nych detektorem v jednotlivych kanalech "krokovaného"
difraktogramu) nebo analogové (jako smérova distribuce
intensity difraktovaného zareni) je pak mozno porovnavat
na zakladé metriky pfislusného Eukleidova [1], Hilbertova
[2] nebo Banachova [3] prostoru. Metrika mize byt rozma-
nitym zplsobem formulovana (vazend), coz zajiStuje
flexibilitu a ndvaznost na propracovany aparat taxonomie.
Otevird se moznost vyuzivat prostfedky linearni algebry,
(linearniho) programovani a faktorové analysy a kvanti-
fikovat informacéni obsah geometrisovanych postupti uréo-
vani fazového slozeni, struktury zakladni bunky krystalu i
realné struktury polykrystalického agregatu. Dostavame se
na pudu metodologie rozpoznavani objekti (pattern rec-
ognition), kterd se v souvislosti s pokrokem v oblasti ky-
bernetiky a vypocetni techniky rychle rozviji. To je
ptislibem pro budouci zdokonalovani postupt, kterymi
zpracovavame a vyhodnocujeme praskové difraktogramy,
a které maji do dokonalosti jesté daleko.
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